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 提案方式を実装し，幾何変形への耐性評価を行った．評価は 1 つの画像サンプルに対して，8
ビットの情報を埋め込んだ後，「アフィン変形」と「ランダムゆがみ」の組合せ攻撃を施した．そ
の結果，幾何変形を施した後でも埋めこんだ情報を正しく検出することができた．したがって提
案方式において，従来方式より広範囲の幾何変形である全ての「アフィン変形」と「ランダムゆ
がみ」の両変形への有効的な耐性評価を得ることができた． 
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